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摘要

　　此次進修乃延申民國九十年度出國進修期間，於美國維吉尼亞大學麻醉部Dr. zhiyi Zuo實驗室，所進行有關低溫預防腦缺氧損傷之研究，進一步探討其機轉及臨床應用之可行性。

　　初步研究結果顯示iNOS（可誘發性NO合成酵素）的過度表現是缺氧後造成腦損傷的機轉之一。故適當的抑制iNOS的表現將可有效遏止缺氧後之腦損傷。

目的

　　探討利用低溫預防腦缺氧損傷之機制及臨床應用之可行性。

過程

　　職於民國九十年度出國進修期間，曾於美國維吉尼亞大學麻醉部Dr. Zhiyi Zuo實驗室進行有關低溫預防腦缺氧損傷之研究，其結果已發表於知名期刊（Anesthesiology 100[2]: 331-337,2004）。此次經Dr. Zuo邀請，利用三個月短期進修，再度前往其實驗室進行相關研究，尋找可行的動物實驗模式，並利用HE Stain、免疫組化及Western Blot等方法及抑制劑藥物之使用，來探討iNOS及HSP (heat shock protein)在低溫預防腦缺氧損傷中所扮演的角色。

　　於研究尾聲，亦順道參加全美麻醉醫師一年一度的學術研討會共四天聆聽各式基礎及臨床的學術演講及進行國際交流，收穫良多。

心得

1、 iNOS之過度表現是造成缺氧後腦損傷的機轉之一，適當的抑制iNOS的活性將有助於腦保護。

2、 利用低溫預防腦缺氧損傷，相較於其它方法而言，有其簡單方便可行且無害之優點，值得進一步探討其臨床應用之可行性。

3、 對於學習相關動物實驗模式之建立，熟習相關實驗技術及神經病生理知識及藥物應用等目的，已初步達成且收穫良多。

建議

　　此次進修雖為期甚短，但收穫良多，對於促進國際學術交流及合作以及提昇科部學術水準亦有助益。建議日後可多增加此類短期進修的機會。

